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100 %-Inspektion von
Oberflachen und Schichten

Mehr sehen, als das Auge erlaubt: Diesem Anspruch soll die Hyperspektrale Bildgebung gerecht
werden. Das Fraunhofer IWS Dresden entwickelt eine Lésung, die das Potenzial dieser Kamera-
technologie fiir Anwendungen im Bereich der Oberflachen- und Schichtinspektion verfligbar macht.
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Messsystem zur hyperspektralen Inspektion
von Oberflachen und Schichten

Oberflachenreinheit, Defektfreiheit, Ma-
terialhomogenitdt oder die Schichtdicken-
varianzen von Bauteilen sind beispielhaft
Qualitdtsparameter, deren Einhalten im
Produktionsprozess und FuE-Bereich ob-
jektiv bewertet und kontrolliert werden
muss - beriihrungslos und schnell. Der-
zeit verfiigbare Kameratechnik, die ih-
re Fahigkeiten grofitenteils am Sehen des
menschlichen Auges ausrichtet, vermag
lediglich drei spektrale Bander (RGB) auf-
zuzeichnen und zu bewerten.

Oft ist somit die klassische Sichtinspek-
tion mit dem Auge fiir eine Vielzahl von
Anwendungen immer noch die Methode
der Wahl, trotz der ersichtlichen Nach-
teile, wie Subjektivitat der Inspektionser-
gebnisse oder die Nichtautomatisierbar-
keit. Demgegeniiber ermdglicht die Mul-
ti- beziehungsweise Hyperspektraltechnik
(HSI) das zu detektierende Licht nicht nur
ortsaufgelost, sondern auch spektral auf-
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Elektrode (1TO)
Barriere (SiN)
Photovoltaisch aktive organische Schicht

Beispiele zur Hyperspektralen Inspektion von Oberflachen und Schichten;
links: laterale Schichtdickenverteilung (AlOx auf Edelstahl); Mitte: Verteilung des
Flachenwiderstandes (ITO auf Glas); rechts: Klassifizierung einer Laserabtragsspur

gelost aufzuzeichnen. Jeder Ortspunkt
wird dadurch nicht nur durch einen Farb-
wert, sondern durch bis zu 1000 spek-
trale Bander beschrieben. Damit konnen
Materialien beziehungsweise der Proben-
aufbau ,gesehen“ werden, und die Probe
kann objektiv identifiziert, bewertet be-
ziehungsweise klassifiziert werden.

Fiir einen Einsatz der HSI-Technik fiir
die Oberflachen- und Schichtinspektion
bedarf es der abgestimmten Arbeitswei-
se von Kamera, Beleuchtung und Bewe-
gungssystem. Die Hardware zur Datener-
fassung muss gemeinsam mit den Routi-
nen zur Datenauswertung zuverldssig in
einer Software integriert sein, das Fraun-
hofer IWS bietet dazu eine eigene L&-
sung an. Physik-basierte Hardmodeling-
beziehungsweise Statistik-basierte Soft-
modelingmethoden ermoglichen eine
flexible Nutzung der Technik fiir unter-
schiedliche Proben-Zielparameter. So kon-
nen beispielsweise Bilder der Dicke diin-
ner Schichten, des Flachenwiderstandes
oder optischer Materialparameter (Bre-

chungsindex, Absorptionskoeffizient) er-
mittelt werden, zudem Materialgruppen
nach eigenen, definierten Qualitatskriteri-
en klassifiziert und bewertet werden. Da-
mit lassen sich auch aufwendige Labor-
untersuchungen durch die hyperspektra-
le Bildgebung ersetzen.

Die Hyperspektrale Bildgebung stellt ein
universelles Werkzeug dar, um die Vertei-
lung vielfdltiger Oberfldchen- und Schicht-
parameter oder daraus abgeleitete Proben-
eigenschaften zu bestimmen, zu visuali-
sieren und somit industrielle Prozesse
aufzukldren, effektiver zu machen und
zu automatisieren. //
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